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Programa

Fundamentos del funcionamiento del microscopio de efecto tinel y de fuerzas atémicas.
Equipamiento basico de ambas técnicas. Tubos piezaelectricos , puntas empleadas , sistema
de adquisicion y control . Modos y condiciones de operacion de los microscopios. Preparacion
de muestras y de puntas. Artefactos de medida. Métodos de analisis de la informacion y
procesamiento de imagenes.

Microscopio de efecto tinel (STM): Principios teéricos basicos. Estudios topogréficos de
superficies metalicas y de semiconductores. Espectroscopia tunel. Resolucién atémica y
molecular. Empleo del STM en medios liquidos y en el estudio de dinamica de interfaces.
Empleo de microscopio STM con control de potencial para experiencias electroquimicas.
Aplicaciones en el campo de la corrosion, electrodeposicion , polimeros conductores y
caracterizacion de especies adsorbidas.

Microscopio de fuerzas atémicas. Fuerzas intermoleculares y fuerzas superficiales. Modos de
operacion del microscopio, contacto, no contacto y contacto intermitente.

Seleccion de puntas cantilevers e interacciones a emplear en operacion. Sistemas de deteccion
de la sefial de interaccion punta-muestra. Obtencion y descripcion de la curvas de fuerzas.
Otras microscopias relacionadas: de fuerzas magnéticas, de fuerzas laterales, de modulacién
de fuerzas, de deteccidn de fases, de fuerzas electrostaticas, de capacitancias, de barrido
térmico, nanolitografia.

Definicién de superficie desde el punto de vista fisicoquimico. Elementos de notacién en
estructuras superficiales. Técnicas de superficies utilizadas cominmente en conjunto con las
microscopias por sondas. Aspectos practicos vinculados a la identificacion y clasificacion de
estructuras ordenadas, reconstrucciones, celdas periédicas unitarias y primitivas, sitios de
absorcion en dos dimensiones.

Aspectos practicos de la microscopia STM, calibracién en el orden de la micras y en escalas de
resolucion atomica. Puesta en funcionamiento, obtencién de imagenes y analisis de mas
mismas. Empleo de una grilla de calibracion de una micra y de grafito pirolitico altamente
orientado (HOPG).

Aspectos practicos del AFM. Alineacién del cantilever y optimizacién de la sefial éptica.
Calibracién de una grilla de 5 micras y obtencién de imagenes de una superficie de un disco
compacto. Analisis topografico y cuantificacion de morfologia superficial.
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